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Acceptance protocol

SN:

Date:

Operator:

1 (white) 0,8000 0,0000 0,10

2 0,7488 0,0000 0,13

3 0,6975 0,0000 0,16

4 0,6463 0,0000 0,19

5 0,5951 0,0000 0,23

6 0,5438 0,0000 0,26

7 0,4926 0,0000 0,31

8 0,4414 0,0000 0,36

9 0,3901 0,0000 0,41

10 0,3389 0,0000 0,47

11 0,2877 0,0000 0,54

12 0,2364 0,0000 0,63

13 0,1852 0,0000 0,73

14 0,1340 0,0000 0,87

15 0,0827 0,0000 1,08

16 (black) 0,0315 0,0000 1,50

Background 0,1778 0,0000 0,75

0,0912 0,0000 1,04

0,3020 0,0000 0,52

0,0501 0,0000 1,30

0,5248 0,0000 0,28

*Measured with X-Rite eXact

https://www.image-engineering.de/content/products/charts/IE_reference_data_accuracy.pdf
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